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Zakres akredytacji Nr AP 195

Laboratorium Wzorcujace
ul. Wankowicza 9, 77-400 Ztotow

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres Niepewnosc Miejsce Metoda pomiarowa
P pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. P
Dlugosé
Czujniki analogowe o wartosci dziatki IS Procedura wewnetrzna
elementarnej IW-11.1-BM
-0,01 mm (0 +50) mm 1,0 ym _—
(0 +100) mm 1.2 ym (przy uzyciu OPTIMAR 100)
-0,001 mm (0+5)mm 0,74 pm
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o Procedura wewnetrzna
wartosci dziatki elementarnej IW-11.3-BM
-0,01mm §t 1,6) mm 1,0 ym (przy uzyciu
-0,002 mm +0,6) mm 0,74 ym
-0,001 mm (0,14) mm 074 pm OPTIMAR 100)
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci (0 +50,8) mm Procedura wewnetrzna
-0,01 mm 1,0 Hm IW-11.1-BM
-0,001 mm 0,74 ym L
-0.0005 mm 074 pym (przy uzyciu OPTIMAR 100)
Gigbokosciomierze suwmiarkowe (0 +500) mm Procedura wewnetrzna
-rozdzielczo$¢ 0,01 mm /(0,014)2 +(0,054)% - 2 mm IW-9.2-BM
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,02 i 0,05 mm JO017)% + (0,054)2- 2 mm (przy uzyciu piytek wzorcowych)
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm /(0‘027)2 +(0,094)% - 12 mm
gdzie lhwm
Grubosciomierze czujnikowe (0 +50) mm Procedura wewnetrzna
- rozdzielczos¢ 0,001 mm 1pm IW-12.1-BM
- rozdzielczos¢ 0,005 mm 3 pm (przy uzyciu plytek wzorcowych)
- rozdzielczo$é 0,01 mm 0,01 mm przy uzyciu pty Y
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,001, 0,005 i 1pm
0,01 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm 6 pm
Macki czujnikowe (0 +50) mm Procedura wewnetrzna
- rozdzielczos¢ 0,001 mm 2 um IW-12.1-BM
- rozdzielczo$é 0,005 mm 3 um (przy uzyciu plytek wzorcowych)
- rozdzielczo$é 0,01 mm 0,01 mm przy uzyclu ply Y
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,001, 0,005 i 4 um
0,01 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm 6 pm
Mikrometry wewnetrzne (5+100) mm N Procedura wewnetrzna
. . 1,82 + 11,22 [, ym IW-10.7-BM
- rozdzielczos¢ 0,001 mm .
A . dzie | Metoda poréwnawcza (przy
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,01 mm gazie lhwm uzyciu plytek wzorcowych)
Mikrometry zewnetrzne . . Procedura wewnetrzna
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,01 mm (0 +600) mm /(1,28)2‘+—142 12 pm IW-10.1-BM
gdzie lhwm (przy uzyciu ptytek wzorcowych)
- rozdzielczosé 0,001 mm (0 + 600) mm [(0,78) + 147 - IZ ym
gdzie lhwm
- rozdzielczos¢ 0,0001 mm (0 +25) mm 0,6 ym
Ptytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2) (0,5 +100) mm \/ 52)2 1212 Procedura wewnetrzna
(0,052)% + (0,0018)* - IW-3.1-BM
_bm oparta na PN-EN ISO
gdzie I w mm 3650:2000P (przy uzyciu ptytek
kl. K jako odniesienie)
Plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2 -
yt (klasy ) (0,5 +150) mm \/(0‘074)2 +(0,0018)2 -1, Procedura wewnetrzna
IW-3.1-BM
dzi “Im oparta na PN-EN ISO
gdzie lwmm 3650:2000P (przy uzyciu ptytek
kl. 0 jako odniesienie)
Pierscienie wzorcowe (2 +150) mm 2 Procedura wewnet
2152, etrzna
| O08F+ 5% " pum IW-4.1-BM
gdzie I, w mm metoda poréwnawcza (przy
uzyciu dtugosciomierza i
pierscieni wzorcowych)
Przymiary sztywne (0+5000) mm Procedura wewnetrzna

/0,0972 40,0122 1,> mm

gdzie lhw m

IW-32.1-BM

Metoda poréwnawcza (przy
uzyciu przymiaru potsztywnego)
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Zakres akredytacji Nr AP 195

Obiekt wzorcowania/pomiaru Za_kres N|_epewnosc Mlej_sce Metoda pomiarowa
pomiarowy pomiaru dla CMC dziat.
Przymi 5 (0 +5000) mm S
ymiary potsztywne 0,0972 + 0,0122 - lnz mm Procedura wewnetrzna
. IW-32.1-BM
gdzie lhw m |
Metoda poréwnawcza (przy
uzyciu przymiaru sztywnego)
Przymi (0 + 5000) mm
ymiary wstegowe 0,0972 +0,0122 - [,> mm Procedura wewnetrzna
) IW-32.1-BM
gdzie lhw m |
Metoda poréwnawcza (przy
uzyciu przymiaru sztywnego)
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe walcowe (2,5+150) mm 3,5 um Instrukcja wewnetrzna
IW-4.9-BM
(przy uzyciu dtugosciomierza i
pierscieni wzorcowych)
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe (2 +100) mm 3,2 um Procedura wewnetrzna
IW-4.8-BM
(przy uzyciu dtugosciomierza i
wateczkéw pomiarowych)
Sprawdziany ttoczkowe (1+150) mm " Procedura wewnetrzna
0,92 + 82 1,” pm IW-4.1-BM
gdzie l,wm (przy uzyciu
dtugosciomierza)
Sprawdziany ttoczkowe (1+25)mm 1,0 ym Procedura wewnetrzna
IW-4.1-BM
(przy uzyciu mikrometru o rozdz.
0,1 ym)
Suwmiarki (0+1000) mm Procedura wewnetrzna
-rozdzielczos$¢ 0,01 mm /(0,014)2 +(0,047)% - 2 mm IW-9.1-BM

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,02 i 0,05 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm

J(©,017)Z + (0,047)2 - 2 mm
./(0,027)% + (0,047) - IZ mm|

gdzie Iy wm
Szczelinomierze listkowe (0,02 + 2,00) mm 1,6 ym
Srednicéwki czujnikowe dwupunktowe (0,95 + 18) mm 2 pm
rozprezne
- rozdzielczo$é 0,001 mm
- rozdzielczos¢ 0,01 mm
Srednicéwki czujnikowe dzwigniowe z (18 + 600) mm
czujnikiem o wartosci dziatki elementarnej
-0,01 mm 1,1 ym
-0,001 mm 0,81 pm
Srednicéwki mikrometryczne dwupunktowe (50 +1500) mm . A
- rozdzielczo$¢ 0,001 mm \ 187 +11,2% - 1," pm
- warto$é dziatki elementarnej 0,01 mm gdzie lhwm
Srednicéwki mikrometryczne tréjpunktowe (6 +150) mm V1,82 + 14,2212 ym
- rozdzielczos$é 0,001; 0,005 mm gdzie hwm
Wateczki pomiarowe (0,1+25) mm 1,0 pm
Wysokosciomierze suwmiarkowe (0 +1000) mm
- rozdzielczo$¢ 0,01 mm /(0,014)2 + (0,047)% - 12 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,02 i 0,05 mm (0,017)% ¥ (0,047)2 - 12 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm
J(0,027)2 + (0,047)2 - 12 mm
gdzie lhwm
Wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych (25 +575) mm
/1.12 +5,232- 1,2 ym
gdzie lhwm

(przy uzyciu ptytek wzorcowych)

Procedura wewnetrzna
IW-31.1-BM
(przy uzyciu mikrometru)

Procedura wewnetrzna
IW-13.2-BM
(przy uzyciu ptytek wzorcowych
lub mikrometru)

Procedura wewnetrzna
IW-13.2-BM

(przy uzyciu OPTIMAR 100)

Procedura wewnetrzna
IW-10.7-BM

Metoda poréwnawcza (przy
uzyciu ptytek wzorcowych)

Procedura wewnetrzna
IW-10.8-BM
(przy uzyciu pierscieni
wzorcowych)

Procedura wewnetrzna
IW-4.1-BM
(przy uzyciu mikrometru o rozdz.
0,1 ym)

Procedura wewnetrzna
IW-9.3-BM
(przy uzyciu ptytek wzorcowych)

Procedura wewnetrzna
IW-10.1-BM

Metoda poréwnawcza (przy
uzyciu dtugo$ciomierza)
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 195
Obiekt wzorcowania/pomiaru Za_kres N|_epewnosc Mlej_sce Metoda pomiarowa
pomiarowy pomiaru dla CMC dziat.
Kat
Katomierze uniwersalne i kagtomierze cyfrowe (0 +360) ° 2 S Procedura wewnetrzna
- rozdzielczos¢ 1’ IW-7.2-BM
- wartos¢ dziatki elementarnej 5’ Metoda poréwnawcza (przy
uzyciu katowych ptytek
wzorcowych)
Katowniki 90° dwuramienne dtugo$¢ ramienia 3 pm Procedura wewnetrzna
do 315 mm IW-7.1-BM

Metoda poréwnawcza (przy
uzyciu katownika walcowego
oraz ptytek wzorcowych)

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Niepewnos$c¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielko$ci mierzone;.
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 195

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

~—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 28.05.2024 r.
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